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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 9-1: Blank detail specification:
Fixed surface mount resistor networks
with individually measurable resistors -
Assessment level EZ

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of- IEC is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical andJelectronic fi
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Téchnical Specif
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in|
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this préparation. IEC collaborateg
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte
ensus of opinion on the relevant subjects since each techhical committee has representation
ested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts aré,made to ensure that the technical conten
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC, National Committees undertake to apply IEC Pub

hiter.

provides no marking procedure,to ‘indicate its approval and cannot be rendered responsible
ment declared to be in conformity,with an IEC Publication.

pers should ensure that they(have the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp
damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fg
cations.

tion is drawn~to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public

tion 4s drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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International Standard IEC 60115-9-1 has been prepared by IEC technical committee 40:
Capacitors and resistors for electronic equipment.

This bilingual version (2012-09) corresponds to the monolingual English version, published in
2003-10.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/1345/FDIS 40/1367/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amgnded.
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INTRODUCTION

detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification and
contains requirements for style, layout and minimum content of detail specifications. Detail
specifications not complying with these requirements may not be considered as being in

accord

ance with IEC specifications nor shall they be so described.

In the preparation of detail specifications the content of 1.4 of the sectional specification shall
be taken into account.

The nJ
to the

[1] Th
undg

ollowing information which shall be inserted in the position indicated.

IdentiIcation of the detail specification

er whose authority the detail specification is drafted.

[2] Th

IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue a

furfher information required by the national system.

[3] The number and issue number of the IEC or national generic specification.

[4] Th
Identi

IEC number of the blank detail specification.

ication of the resistor network

[5] A short description of the type of resistor network.

[6] Infq

[7] Ou
ang

rmation on typical construction (when applicable).

line drawing with main dimensiefs which are of importance for interchang
/or reference to the national or international documents for outlines. Alternative

drawing may be given in an annexto the detail specification.

(8] Ap

[9] Re
var

plication or group of applications covered and/or assessment level.

erence data on the.most important properties, to allow comparison betwe
ous resistor network\types.

mbers between square brackets on the first page of the detail specification-¢orr¢spond

"International Electrotechnical Commission" or the National _Standards Organjization

nd any

eability
ly, this

en the



https://iecnorm.com/api/?name=6bc407a31c7552803322ef92d14a968b

60115-9-1 © |IEC:2003

[1] IEC 60115-9-1-XXX [2]
QC 400701 XXXXXX
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED IEC 60115-9-1 [4]
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
QC 400701
[3]
FIXED SURFACE MOUNT
RESTSTORNETWORKS-WHTH 5%
INDIVIDUALLY MEASURABLE
Outline drawing: (see Table 1) RESISTORS
(... angle projection)
(71
(6]
(Othefr shapes are permitted within the dimensions
given Assessment leyels EZ [8]
NOTH For [1] to [9]: see previous page.
Information on the availability of components qualified to
this detail specification-is'given in the IEC QC 001005 [9]



https://iecnorm.com/api/?name=6bc407a31c7552803322ef92d14a968b

-6 -

60115-9-1 © |IEC:2003

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 9-1: Blank detail specification:
Fixed surface mount resistor networks
with individually measurable resistors —
Assessment level EZ

1 General-data
1.1 Dimensions, ratings and characteristics
Table 1 — Styles related to dimensions, ratings and characteristics
Style Rated Rated Limiting Insulation Insulation Dimension
element network element voltage voltage
dissipation | dissipation voltage against between mm
at 70 °c ¥ at 70 °C (DC or AC | ambient | neighbouring
r.m.s.) resistors L W | T | 4
W w \ \ V
2) The| detail specification shall specify the conditions“under which the rated dissipation applies.

1

Rlesistance range ...Qto... Q

Tplerances on rated resistance +...%

Climatic category —/-1-1

Stability class . %

L|mits for change of resistance:

—|for longterm tests (... %R + ... Q)
for shart-term tests (... %R + ... Q)

Temperature coefficient o: ...T07°%/K

The preferred values are those of the E24 and E96 series of IEC 60063.
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1.1.1

Derating

Resistors covered by this specification are derated according to the following curve:

NOTE

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

See alsao 2 2 3 of the sectional specification

1.2
(See 1

1.3

Generi

IEC 60
specifi

Sectional specification

IEC 60
specifi

1.4

The m
2.4 of

The de
specifi

1.5

Orders
followi

Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

4.2 of IEC 60115-9.)

Related documents

C specification

115-1:1999, Fixed resistors for use in electronic equipment — Part 1. (
Cation

115-9:2003, Fixed resistors for use in celectronic equipment — Part 9: Se
cation: Fixed surface mount resistor networks with individually measurable resist

Marking

prking of the resistors and the package shall be in accordance with the requirem
EC 60115-1 and 1.4.5 of IEC'60115-9.

tails of the marking of the component and packaging shall be given in full in the
cation.

PDrdering information

for resistors'covered by this specification shall contain, in clear or in coded fof
ng minimum information:

tol

ratId element resistance;

beneric

ctional
Dr's

ents of

detail

m, the

rance on rated resistance:

number and issue reference of the detail specification and style reference;

packaging instructions.

1.6 Certified records of released lots

Requir

ed/non required.

1.7 Additional information (not for inspection purposes)

1.8 Additional or increased severities or requirements to those specified in the
generic and/or sectional specification

NOTE Additions or increased requirements should be specified only when essential.
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2 Inspection requirements

2.1 Procedures

2.1.1 For qualification approval, the procedure shall be in accordance with 3.2 of
IEC 60115-9.

2.1.2 For quality conformance inspection, the test schedule (Table 2) includes sampling,
periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by 3.3.1
of IEC 60115-9.

The following list applies to the test schedules developed in Table 2 and Table 3.

a) Subclause numbers of tests and performance requirements refer to the _generic
spgcification, IEC 60115-1, except for resistance change requirements, which-shall be
selected from Table 3 of IEC 60115-9, as appropriate.

b) Number to be tested: sample size as directly allotted to the code letter fof /L in Tdble IIA
of |EC 60410 (single sampling plan for normal inspection).

c) Inthese tables: p s the periodicity (in months)
n is the sample size

¢ is the acceptance criterion (permitted number of non-conforming items)
D indicates a destructive test

ND indicates a non-destructive test
IL is the inspection level

d) 100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling in order to monitor oytgoing
quality level by non-conforming items per million (ppm). The sampling level shall be
esthblished by the manufacturer. For the.@alculation of x 1076 values, any pargmetric
failure shall be counted as a non-conforming item. In case one or more non-confprming
items occur in a sample, this lot shall beirejected.

e) If gne non-conforming item is obtained, all the tests of the subgroup shall be repedted on
a new sample and then no furtherhon-conforming items are permitted. Release of groduct
maly continue during repeat testing.
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Table 2 — Test schedule for quality conformance inspection:

—9-

lot-by-lot

Subclause number
and test

(see 2.1.2, list item a of
this specification)

D
or
ND

Conditions of test

(see 2.1.2, list item a of this
specification)

IL

(see 2.1.2, list item
c of this
specification)

Performance
requirements

(see 2.1.2, list item a of
this specification)

GROUP A INSPECTION
(lot-by-lot)

Subgroup A0

ND

100 %

(see 2.1.2, list item
dofthic

Aein 4 5 2

4.5 Reststance

specification)

Subgrotip A1
4.4.1 isual examination

4.4.2 Dimensions
(pauging)

ND

S-4 1) 0

As in4.4.1

As-specified in the detail
specification

GROUP|B INSPECTION
(lot-by-I¢t)

Subgroyip B1

4.7 oltage proof
(Insulated resistors

dnly)

oltage proof
Hetween
neighbouring
resistors

ND

Method: ...

Insulation resistance
(insulated resistors only)

Voltage: ... V

s-3 Y 0

As in 4.7.3

> 100 MQ

As in 4.7.3

Subgrotyip B2
4.17  Yolderability

Aging, if applicable

S-3 N 0

As in 4.17.5

Subgrotyip B3
4.31 Nlounting

4.13 Qverload (in the
mounted state)

Substrate material and
spacing: see 2.3.2 of
IEC 60115-9

The applied voltage shall be
2,5 times the rated voltage
or twice the limiting element
voltage, whichever is the
less severe

Duration: 2 s

4.30 Solvent resistance
of the marking

(if applicable)

Visual examination

Resistance

Solvent: ...
Solvent temperature: ...
Method 1

Rubbing material: cotton
wool

Recovery: ...

No visible damage

AR < %(... %R+ ... Q)

Legible marking

1) See 2.1.2, list item b of this specification.
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Table 3 — Test schedule for quality conformance inspection: periodic

Subclause number D Conditions of test Sample size Performance
and test or & criterion of requirements
ND acceptability
(see 2.1.2, list item a of (see 2.1.2, list item a of this (see 2.1.2, list item (see 2.1.2, list item a of
this specification) specification) c of this this specification)
specification)
p n ch)
GROUP C INSPECTION
(periodic)
Subgroup C1 D 3 20 0
4.31  Nlounting Substrate material: ...
4.33 Yubstrate bending Resistance AR < +(...%R¥ ..| Q)
test
4.33.6 Hinal Inspection Visual examination No visible damage
Subgrofip C2 D 3 20 0
4.18 Resistance to Visual examination As in 4.18.3
spldering heat Resistance AR < £(...%R + ..{ Q)
4.29 (omponent solvent Solvent: ... See detail specification
resistance
Solvent temperature: ...
Method 2
Recovery: ...
Subgrotyip C3 D 3 20 0
4.31 Nounting Substrate material: ...
4.32 Yhear Visual examination No visible damage
4.19 Rapid change of T,: Lower categoty
temperature temperature
Tg: Uppericategory
temperature
Visual“examination No visible damage
Resistance AR < £(...%R + .| Q)
4.23 (limatic sequence
-|Dry heat
-|Damp heat, cyclic;
Test Db, firstycycle
-|Cold
-|Damprheat, cyclic,
Test Db,
remaining cycles
- DC load
Visual examination No visible damage
Resistance AR < £(...%R + ... Q)
Subgroup C4 D 3 20 0

4.31 Mounting

4.25.1 Endurance at 70 °C

Substrate material: .

Spacing as in 2.3.2 of
IEC 60115-9

Duration: 1 000 h
Examination at 48 h, 500 h
and 1 000 h:

Visual examination

Resistance

No visible damage

AR < +(...%R + ... Q)
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Table 3 — Test schedule for quality conformance inspection: periodic (continued)

Subclause number D Conditions of test Sample size Performance
and test or & criterion of requirements
ND acceptability
(see 2.1.2, list item a of (see 2.1.2, list item a of this | (see 2.1.2, list item (see 2.1.2, list item a of
this specification) specification) c of this this specification)
specification)
p n c
Subgroup C5 D 20 0
4.31  Mounting Substrate material: ...
AR
4.8 artatfon of Cower category temperature —=< ...% or
resistance with /20 °C R
temperature a: ... 10-6/2C
AR
20 °C/upper category — < I\N% or
temperature R
/... 10-6/°C
GROUP|D INSPECTION
(periodig)
Subgrotip D1 D 12 20 0
4.31 Nlounting Substrate material: ...
Spacing as in 2.3.2 of
IEC 60115-9
4.24 DQamp heat, steady Without polarizing voltage
state
Visual examination No visible damage
Legible marking
Resistance AR < £(...%R + .| Q)
Subgrotip D2 D 36 20 0

4.4.3 Dimensions (detail)

4.31 Nlounting

4.25.3 Hndurance at upper

dategory
temperature

Substrate material: ...

Spacing as in 2.3.2 of
IEC' 60115-9

Duration: 1 000 h

Examination at 48 h, 500 h
and 1 000 h:

Visual examination

Resistance

As specified in the detail
specification

No visible damag

[

AR < £(...%R + .| Q)

1) See 2}1.2, fistitem e of this specification.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESI§TANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 9-1: Spécification particuliére cadre:
Réseaux de résistances fixes montés en surface
avec des résistances mesurables individuellement —
Niveau d'assurance EZ
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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale¢’ de norm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationauxsde la CEIl). U
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de ‘normalisation d
hines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des

hlisation
A CEl a
ans les
Normes

hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des_Spécifications access|bles au

c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est config
tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé panle sujet traité peut partici
hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,/en liaison avec la CEl, pd
ement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatig

des conditions fixées par accord entre les deux organisations,

jécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans |4
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant“donné que les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

publications CEIl se présentent sous la forme de recemmandations internationales et elles sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous, les efforts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de sgs ‘publications; la CEl ne peut pas étre tenue resq
bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les publications de la CEl dans leurs publications ng
gionales. Toutes divergences entre (foutes Publications de la CEl et toutes publications nation
nales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

El n’a fixé aucune procédure cencernant le marquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

les utilisateurs doivent g'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicati

ne responsabilité mé\doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilig
Hataires, y compris 'ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux de la CEls pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tg
nage de quelquenature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et leS dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

bntiop~est attirée sur les références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

réfé

ncées’est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60115-9-1 a été établie par le comité d’études 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

La présente version bilingue (2012-09) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2003-10.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1345/FDIS et 40/1367/RVD.

Le rapport de vote 40/1367/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francgaise n’a pas été soumise au vote.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTRODUCTION
Spécification particuliére cadre

Une spécification particuliéere cadre est un document qui vient en supplément de la
spécification intermédiaire et elle contient des exigences portant sur les modéles, la
disposition et le contenu minimal des spécifications particulieres. Les spécifications
particulieres qui ne sont pas conformes a ces exigences peuvent ne pas étre considérées
comme conformes aux spécifications CEI et elles ne doivent pas étre décrites comme telles.

Dans l'établissement des spécifications particulieres, le contenu de 1.4 de la spécification
intermédiaire doit éfre pris en compfie.

Les ndméros figurant entre crochets sur la premiere page de la spécification ‘particuliere
correspondent aux informations suivantes qui doivent étre insérées auxiemplacgments
indiqugs.

Identification de la spécification particuliéere
[1] La [Commission Electrotechnique Internationale ou I'Organisme, National de Normalisation
sous l'autorité duquel la spécification particuliere est élaborée,

[2] Le [numéro National ou CEIl de la spécification particdliére, la date d'édition e} toute
infgrmation supplémentaire exigée par le systéeme national.

[3] Le huméro et le numéro d'édition de la spécification 'genérique CEI ou nationale.
[4] Le huméro CEI de la spécification particuliere cadre.

Identification du réseau de résistances

[5] Une bréve description du type de réseaui'de résistances.
[6] Infermation sur une construction type (si applicable).

[7] Degsin d'encombrement donnant les principales dimensions qui importeny pour
I'inferchangeabilité et/ou la référence aux documents nationaux ou internationaux ppur les
engombrements. En variante, ce dessin peut aussi bien figurer en annexq a la
spdcification particuliere.

[8] Application ou groupe d’applications couvertes et/ou niveau d’assurance de la qualité.

[9] Leg données de \référence sur les propriétés les plus importantes pour permgdttre la
comparaison entre différents types de réseaux de résistances.
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1] CEI 60115-9-1-XXX [2]
QC 400701 XXXXXX

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE | CEI 60115-9-1 [4]
DE
LA QUALITE CONFORMEMENT A: QC 400701

[3]

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES

V- T

. . RESISTANCES MESSURABLES
Dessin dlencombrement: (voir le Tableau 1) INDIVIDUELLEMENT

(... projegtion d’angle)

(7]

(6]

(D’autreq formes sont permises dans les dimensions

données Niveau d'assurance: EZ [8]

NOTE Pour [1] a [9]: voir les pages précédentes.

Se référer a la CEl QC 001005 pour connaitre les
composants disponiblesiqui sont homologués selon [9]
cette spécification particuliére
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 9-1: Spécification particuliére cadre:
Réseaux de résistances fixes montés en surface
avec des résistances mesurables individuellement —
Niveau d'assurance EZ

1 Dognnées générales

1.1 imensions, valeurs limites et caractéristiques

Tableau 1 — Modeéles relatifs aux dimensions, aux valeurs limites et caractéristiques

Modé|e | Dissipation | Dissipation Tension Tension Tension Dimensipns

d'éléments de réseau limite de d'isolement par | d'isolement
assignée a | assignée a I'élément rapport a entre les mm

70 °C @ 70 °C (continue | I'environnement | résistances

ou ambiant avoisinantes |L | W | T | A ||B | P
alternative
valeur
efficace)
w W \ \Y \Y

3 a gpécification particuliére doit préciser fes conditions dans lesquelles la dissipation assignée s'applique.

Gamme de résistance! Loa..Q
Tplérances sur la résistance assignée .. %
Clatégorie climatique —/-I-/

Classe de stabilité . %

L|mites de la variation de résistance:

- |peur les essais a long terme (... %R + ... Q)
- pour les essais a court terme (... %R + ... Q)
Coefficient de température a:...1078/K

1 Les valeurs préférentielles sont celles des séries E24 et E96 de la CEl 60063.
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1.1.1

Taux de réduction

Les résistances couvertes par cette spécification sont soumises au taux de réduction suivant
la courbe ci-apres:

(Une courbe appropriée est a intégrer
dans la spécification particuliére)

NOTE
1.2

(Voir 1
1.3
Spécifi

CEl 60
Spécifi

Spécifi
CEl 60
Spécifi

résista

1.4

Le ma
de la

Les pr
dans lg

1.5

Les co
minimu

oir également 2.2.3 de la spécification intermédiaire.
Méthode(s) recommandée(s) pour le montage (a insérer)

4.2 de la CEIl 60115-9.)

Documents de référence

cation générique

115-1:1999, Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques — P
cation générique

cation intermédiaire

115-9:2003, Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques — P.
cation intermédiaire: Réseaux de résistances fixes montés en surface ave
nces mesurables individuellement

Marquage

quage des résistances_et'de son emballage doit étre conforme aux exigences
El 60115-1 et de 1.4.5'dé la CEI 60115-9.

bcisions concernantle marquage du composant et de I'emballage doivent étre dq
ur totalité dans |la spécification particuliére.

nformations relatives aux commandes

m.en clair ou sous forme codée, les informations suivantes:

artie 1:

artie 9:
bc des

de 2.4

bnnées

mmandes de résistances couvertes par la présente spécification doivent conte¢nir au

a) rés

istance assignée de I'élément;

b) tolérance sur la résistance assignée ;

c) numéro et édition de la spécification particuliére et la référence du modéle;

d instructions d’emballage.

1.6 Certificats de conformité des lots livrés

Exigé/non exigé.
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1.7 Informations complémentaires (ne concernant pas le contréle)

1.8 Sévérités additionnelles ou augmentées ou bien exigences pour celles qui sont
spécifiées dans la spécification générique et/ou intermédiaire

NOTE Il convient que les exigences additionnelles ou augmentées soient spécifiées uniquement si cela est

primordial.

2 Exigences liées a I’examen

2.1 Modes opératoires

2.1.1 [Pour—thomuotogatiom,—tes—modesoperatoires doivent—¢&tre—conformes—a 3727 de la

CEI 60[115-9.

2.1.2 |Pour le controle de conformité de la qualité, le programme d’essai (Tableau 2) inclut

I’échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences. La constitution des lots de

controle est couverte par 3.3.1 de la CElI 60115-9.

La liste suivante s'applique aux programmes d'essais développés.dans le Tableau 2 et le

Tablegu 3.

a) Leg numéros de paragraphe des essais et des exigencescde*performance font référence a
la gpécification générique CEI 60115-1, hormis pour les €xigences relatives aux valfiations
de résistance, qui doivent étre choisies dans le Tableat 3 de la CElI 60115-9, selon |Je cas.

b) Nombre a soumettre a I'essai: la taille de I'échantillon étant directement attribuéel a une
lettre pour NC dans le Tableau IIA de la CEl 60410 (Plan d’échantillonnage simplle pour
corjtréle normal).

c) Daps ces tableaux:

p est la périodicité (en mois)

n est I'effectif d'échantillons

¢ est le critere d'acceptation<(nombre d’éléments non conformes autorisé);
D indique un essai destructif

ND indique un essai non_destructif

N(@ estle niveau de contrble

d) 100 % des essais_doivent étre suivis d’'un nouveau contrdle par échantillonnage afin de
contréler le niveau de qualité obtenu en donnant les éléments non conformes en
podrcentage _par* million (ppm). Le niveau d’échantillonnage doit étre établi [par le
fabficant. Padr le calcul des valeurs x 108 toute défaillance paramétrique ddit étre
comptabilisée comme un élément non conforme. Dans le cas ou un ou plusieurs élgments
non confarmes apparaitraient dans un échantillon, ce lot doit étre rejeté.

e) Si lur—élément—non—conforme—est—obienu—tous—tes—essais—du—seus—grodpe—deivent étre

refaits sur un n

L'acceptation du produit peut continuer pendant le renouvellement des essais.

ouvel échantillon et alors plus aucun élément non conforme n’est autorisé.
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